Pseudomonas aeruginosa GELISIMI UZERINE DUSUK

YOGUNLUKLU DARBELI ELEKTRIK ALANIN ETKISI
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GIRIS

Mikroorganizmalarin dusuk sicakliklarda da metabolik aktivitelerini surdirmesi sonucu gidalarin tuketilebilir niteliginin ortadan kalkmasi, soguk
muhafazanin diger yontemler ile birlikte kullanilmasi ihtiyacini dogurmaktadir. Bu baglamda kaliteli, saglikl1 ve glivenli gida uretimi ile uzun raf 6mru
saglamak uzere arastirilan yontemlerden biri darbeli elektrik alan (PEF) uygulamasidir. Cogunlukla sivi gidalar ve saf mikroorganizma kulturleri
uzerindeki etkisi incelenen PEF teknigi, mikrobiyal inaktivasyon saglamak uzere urine direkt olarak yliksek yogunluklarda uygulanmakta ve bu da
ortamda sicaklik artisina neden olmaktadir. Gida kalitesi tizerine yliksek sicakligin etkisini ortadan kaldirabilmek adina son yillarda, diistiik yogunluklu

darbeli elektrik alanin (MIPEF) etkinligi farkli bilimsel yayinlar ile aktarilmistir.

S0z konusu calismada da MIPEF tekniginin sogukta depolanan ambalajli trtinlerde kullanim potansiyeli arastirilmistir. Dusuk yogunluklu (125 kV/m
ve 200 kV/m) darbelerin o0zellikle sogukta muhafaza edilen gidalarda geliserek bozulmaya neden olan Pseudomonas aeruginosa bakterisi uizerine etKisi,

optik yogunluk ve mikroorganizma sayisi uzerinden tespit edilmeye calisiimistir.

MATERYAL VE METOT SONUC

125 kV/m elektrik alan yogunlugunun etkisi incelendiginde K ve

Darbeli Elektrik Alan Duzeneginin Olusturulmasi U ornekleri arasinda optik yogunluk veya mikrobiyal yik acisindan

Darbeli elektrik alan (PEF) sistemi, buzdolabina entegre edilmis, 40 kv'Luk depolama boyunca énemli bir fark gozlenmemistir (Sekil 2).

gerilim saglayan bir enerji kaynag1 (Tiirkoglu Neon Trafolari, Istanbul, Tiirkiye) ve

paralel plakalarin (CrNi) vyerlestirildigi bir uygulama boélmesinden meydana 200 kV/m yogunluga sahip elektrik alan uygulandiginda ise her

gelmektedir. Darbe jeneratoriinden 50 Hz'lik, 0,1 ms darbe genisligine ve 0,35 ms ne kadar K orneklerinin optik yogunluklar1 U orneklerine gore

periyoda sahip tek yonli ve tistel azalan darbelerden (Sekil 1), plakalar arasi uzaklik depolamanin ilk saatlerinden itibaren daha ytiksek tespit edilmis olsa

sirasiyla 32 ve 20 cm’ye ayarlanarak 125 ve 200 kV/m elektrik alan yogunlugu elde da, bu farkin mikroorganizma sayisina anlamli olarak yansimadigi

edilmistir. belirlenmistir (Sekil 3).

Dustik yogunluklu PEF uygulamalarini iceren calismalarda farkl

Mikrobiyolojik Analiz elektrik alan parametrelerinin (darbe genisligi, frekans, darbe sekli)

Calismada kullanilan Pseudomonas aeuroginosa (ATCC 27853), saf kilturu degerlendirilmesi ve Pseudomonas aeruginosa’nin gida ortamindaki

(Kalite Sistem Laboatuvarlari, Istanbul, Tiirkiye) uygun sicaklikta Tryptic Soy Broth o o _ o .
davranisi Uzerine etkilerin de incelenmesi dnerilmektedir.

Yeast Extract (TSBYE) besiyerinde inkiibe edilmis ve optik yogunlugu McFarland

(Biosan DEN-1B, Riga, Letonya) cihazi ile 0,5-0,6 araligina ayarlanmistir. Hedeflenen
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Tryptic Soy Broth Yeast Extract Agar'a (TSBYEA) dokme ekim yapilmistir. Ekim

sonuclart 35 °Cta 24 saat inkibasyonun ardindan belirlenmistir. Tespit edilen Sekil 2. MIPEF uygulanmamis kontrol (K) ve 125 kV/m MIPEF altinda depolanmis uygulama (U)

orneklerinin zamana kars1 mikroorganizma sayisi ve optik yogunluk degerleri

degerler zamana karsi optik yogunluk ve mikroorganizma sayisi (log kob/ml) olarak

grafige yansitilmistir.
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Sekil 3. MIPEF uygulanmamis kontrol (K) ve 200 kV/m MIPEF altinda depolanmis uygulama (U)
orneklerinin zamana karsi mikroorganizma sayisi ve optik yogunluk degerleri

Sekil 1. Tek yonlu ve ustel azalan darbelerin temsili seKli.
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